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近年における半導体技術の向上に伴って､ｼﾘｺﾝﾁｯﾌﾟ上に搭載することのできるﾄ

ﾗﾝｼﾞｽﾀ数は増加の-途をたどっている｡これにより従来は複数のLSIﾁｯﾌﾟで構成

していたｼｽﾃﾑを､各LSIﾁｯﾌﾟをｺｱと呼ばれる機能ﾌﾞﾛﾂｸとして再利用し､ｼ

ｽﾃﾑ全体をひとつのLSIﾁｯﾌﾟで実現するｼｽﾃﾑｵﾝﾁｯﾌﾟ(system-on廿Chip､以

下SoC)が注目されている｡複数のLSIの機能を1ﾁｯﾌﾟに集積した場合､ﾎﾞ-ﾄﾞへ搭載

するﾁｯﾌﾟ数の低減による実装面積の縮小化､実装ｺｽﾄの低減､さらに高速化といった

効果を持つ｡また､設計済みのIP (Intellectual Property)ｺｱを利用することで短期間で

大規模な回路の設計が可能となる｡現在､このSoCに対するﾃｽﾄ技術の開発が課題と

なっている｡

与えられたSoCのﾃｽﾄ容易性を向上する目的でSoCの設計を変更する様々なﾃｽﾄ

容易化設計が提案されている｡ SoCでは縮退故障などのような論理故障のみならず､遅延

故障などのようなﾀｲﾐﾝｸﾞ故障のﾃｽﾄも重要となる｡したがって､ SoCのｺｱに対し

てはﾀｲﾐﾝｸﾞ故障を対象としたﾃｽﾄ系列が供給される場合も想走される｡このよう

に､ｺｱには様々な故障ﾓﾃﾞﾙを対象とした様々なﾃｽﾄ系列が供給され､そのｺｱが

socに組込まれた後でも､その系列を用いて想定した故障を完仝にﾃｽﾄすることが必要

となる｡そのためには､各ｺｱへ任意のﾃｽﾄ系列を実動作速皮で連続して印加し､その

応答を観測(連続ﾃｽﾄｱｸｾｽ)できる必要がある｡

本論文は､ｺｱへの連続ﾃｽﾄｱｸｾｽを可能とし､かつｺｱ間の信号線のﾃｽﾄを可

能とする性質として､ｺｱに対して連続透明性､ socに対して連続可検査性なる新しい概

念を曜案し､連続透明なｺｱを実現する方法および連続可検査なSoCを実現するためのﾃ

ｽﾄ容易化設計法について行った研究をまとめたものであり､序論及び結論を含め五つの

章から成る｡

第1章では､本研究の目的と意義および背景について述べ､本論文の概説を行ってい

る｡

第2章では､ｺｱを連続透明にする連続透明化設計法を提案し､その面積ｵ-ﾊﾞ-ﾍﾂ

ﾄﾞを実験を通して評価している｡

第3章では､すべてのｺｱは連続透明であり､かつ外部ﾃｽﾄ方式によってﾃｽﾄされ

るSoCを対象とし､そのようなsocを連続可検査なsocにするためのﾃｽﾄ容易化設計法を

提案している｡さらに提案手法の面積ｵ-ﾊﾞ-ﾍﾂﾄﾞを実験により評価している｡

第4章では､組込み自己ﾃｽﾄ可能なｺｱおよび連続透明でないｺｱをも合むsocを対

象に､前章の連続可検査性に基づくsocのﾃｽﾄ容易化設計法を拡張している｡

最後に第5章で､以上の研究成呆の結論を述べるとともに､今後の研究課題について述

べている｡



論文審査結果の要旨

本論文は､大規模化､高集積化､高性能化により益々困難となるｼｽﾃﾑｵﾝﾁｯﾌﾟ

(soc)のﾃｽﾄに関する種々の問題を解決するために必要なﾃｽﾄ容易化設計法に関する

研究を行ったものである｡本論文の主な成果は以下に要約される｡

1. SoCを構成するｺｱへの連続ﾃｽﾄｱｸｾｽを可能とし､かつｺｱ間の信号線のﾃｽ

ﾄを可能とする性質として､ｺｱに対して連続透明性､ socに対して連続可検査性な

る新しい概念を提案した｡

2.ﾚｼﾞｽﾀ転送ﾚﾍﾞﾙで記述されたｿﾌﾄｺｱに対して､連続透明性を滴たすように設

計変更する連続透明化設計法を提案した｡提案した連続透明化設計法による面積ｵ-

ﾊﾞ-へﾂﾄﾞはﾏﾙﾁﾌﾟﾚｸｻを用いて迂回路を実現する方法に比べ小さい｡

3.すべてのｺｱは連続透明であり､かつ外部ﾃｽﾄ方式によってﾃｽﾄされるSoCを対

象に､最小の面積ｵ-ﾊﾞ-へﾂﾄﾞで連続可検査なsocに設計変更するための効率のよ

いﾃｽﾄ容易化設計法を提案した｡ﾍﾞﾝﾁﾏ-ｸでの実験結呆からもその有効性が示

された｡

4.組込み自己ﾃｽﾄ可能なｺｱおよび連続透明でないｺｱをも含むより-般的なsoCを

対象に､最小の面積ｵ-ﾊﾞ-へﾂﾄﾞで連続可検査なsocに設計変更するための効率の

よいﾃｽﾄ容易化設計法を提案した｡

以上のように､本論文は大規模高性能なｼｽﾃﾑｵﾝﾁｯﾌﾟ(soc)のﾃｽﾄの間題を解

決すべく､新しいﾃｽﾄ容易性としてSoCに対して連続可検査性を導入し､従来手法で不

可能であったｺｱおよびｺｱ間の信号線への連続ﾃｽﾄｱｸｾｽを可能とするのに成功し

ている｡また提案したﾃｽﾄ容易化設計法はいずれも最適解を求めることができ､従来手

法の多くの間題点を解決している｡これらはSoCのﾃｽﾄの分野において､学術上､実際

上寄与するところが少なくない｡したがって､本論文は博士(工学)の学位論文として価

値あるものと認める｡


